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X 線照射によるダイヤモンド放射線検出器への影響を評価した。ダイヤモンド単結晶に X線照射をしたが、

紫外、可視、赤外光の吸光度に変化は見られなかった。α線誘導電荷量測定では、積算線量 3MGy 照射に

よってエネルギー分解能の劣化を確認した。 
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1. 緒言  ダイヤモンドはワイドバンドギャップ半導体であり、静電容量や漏れ電流が小さい優位性もあ

るため、高温高線量下でも動作する放射線検出器として期待されている。この特徴を活かし、過酷事故時

にも原子炉格納容器内を測定可能なγ線検出器の開発を進めている。ダイヤモンドが放射線耐性に優れて

いても、検出器として動作させるには電極が必要となるため、検出器としての耐放射線性を調べることは

重要である。本研究では、X 線照射によるダイヤモンドへの影響、及び、検出器への影響を評価した。 

 

2. 実験  オフ角をつけた約 5×5 mm
2
 の高圧高温合成した IIa 型ダイヤモンド基板[1]の{100}面上に、マ

イクロ波プラズマ CVD 合成により単結晶を合成し、リフトオフ法により自立膜化した[2]。ダイヤモンドの

評価として、紫外可視吸光度、赤外フーリエ変換吸光度測定、そして電子スピン共鳴測定によって X 線照

射前後を比較した。成長層面に TiC/Pt オーミック電極、裏面に Pt ショットキー電極を付け、検出器とし、

X 線照射前後の漏れ電流-印加電圧特性と 241Amの 5.5MeVα線照射による誘導電荷量分布を測定した。 

 

3. 結果・考察  ダイヤモンド単結晶に対する X 線照射では、5MGy

まで照射しても各測定で変化は見られなかった。α線誘導電荷量測定で

は、積算線量 3MGyでエネルギー分解能の劣化が見られた。このとき、

漏れ電流の増加と静電容量の増加も確認した。電極を除去した後に、再

度電極をつけた場合、低下した分解能等が回復し、照射前と同じ結果が

得られた。金属界面において X 線の影響が現れると考えられる。 

本研究は原子力システム研究開発で行った研究成果である。 
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図 α線誘導電荷量分布の 

X線照射による変化。 
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